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I–Introdução: Sendo nosso país bastante susceptível a variações de temperatura/clima,

ocorre que diversos tipos de conectores empregados em sistemas de Geração de Energia

Elétrica acabam por se desgastar mais rapidamente, podendo levar a ocorrência de um

mau contato elétrico. Entre tais tipos de conectores pode-se citar os chamados “Conectores

MC4” (Figura 1), empregados nas conexões de painéis fotovoltaicos para obtenção de

Energia Elétrica a partir da luz solar.

Figura 1 – Conector MC4

II-Objetivos: Visando uma maior eficiência de sistemas de geração de energia elétrica,

sobretudo a partir da luz solar, este trabalho teve por objetivo elaborar um sistema capaz

de detectar de forma prévia a ocorrência de um mau contato elétrico. Para tanto, fez-se uso

de uma técnica conhecida como Análise de Assinatura Elétrica, tendo-se utilizado da

chamada Transformada Discreta de Fourier (Figura 2).

Figura 2 – Transformada Discreta de Fourier

III – Materiais e Métodos: para captar o sinal característico do mau contato elétrico, foi

utilizado um sensor de corrente por Efeito Hall. O sinal é repassado a uma PCI responsável

por adequar o uso do mesmo no Arduino Uno, uma plataforma de desenvolvimento open

source, encarregada de executar um Processamento Digital do Sinal e realizar a interface

com o Microsoft Excel, permitindo a visualização e acompanhamento dos resultados na

forma de um gráfico. O conjunto completo do sistema elaborado pode ser observado na

Figura 3.

Figura 3 – Sistema Elaborado

IV–Principais Resultados: dada a dificuldade em se obter um Conector MC4 naturalmente

degrado, utilizou-se da simulação do mau contato elétrico por meio de uma barra roscada

(Figura 4). Com o auxílio de um osciloscópio pôde-se observar o efeito do mau contato

elétrico sob regime CC em função do tempo (Figura 5), tendo o sistema elaborado

permitido a comparação do espectro de frequências na ausência e presença do mau

contato elétrico, conforme a Figura 6.

Figura 4 – Simulação do Mau contato                Figura 5 – Mau contato em função do tempo 

Figura 6 – Análise em frequência - (a) Sem mau contato (b) Com mau contato

V–Discussão: A Figura 6 revela a forma como o espectro de frequências foi “perturbado”

pela ação do mau contato elétrico em corrente contínua, sendo possível distinguir a

componente CC em 0Hz com uma amplitude muito superior a todas as outras componentes

espectrais observadas. Como a simulação do mau contato elétrico utilizada baseia-se em

movimentos mecânicos produzidos simplesmente pelo ato de se “esfregar” um fio a uma

barra roscada simples, e sendo tal ato susceptível a variações de velocidade e até mesmo

intensidade, tal resultado apresentado obviamente não se apresenta como algo absoluto e

passível de ser igualmente obtido caso tal experimentação venha a ser novamente

reproduzida.

VI- Conclusões: Com o uso da Análise de Assinatura Elétrica do sinal do sensor de

corrente, através da Transformada Discreta de Fourier, a análise gráfica obtida como

resultado do sistema elaborado permitiu apenas a visualização da perturbação do espectro

de frequências além de um elevado pico em 0Hz evidenciando o nível CC, sendo necessário

um maior aprimoramento ao sistema, ficando o trabalho aqui elucidado como um motivador

para o desenvolvimento de novas metodologias que envolvam o tema em questão.
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